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En este trabajo, se presenta el diseño y la implementación de un escáner tridimensional por medio
de luz estructurada para la reconstrucción computacional a partir de objetos reales. Forman el
escáner: una base giratoria, un proyector DPL y una cámara Web, la cual se coloca en un ángulo
particular para evitar captar la sombra del objeto. Posteriormente se empleó la técnica de Fourier1, a
las  imágenes  capturadas,  para  obtener  la  fase  envuelta,  enseguida  se  aplicó  la  Transformada
Discreta del Coseno2 para desenvolver la fase y recuperar el perfil del objeto bajo estudio, en forma
de nube de puntos (es necesario hacer el procedimiento a imágenes con el objeto y sin él, con la
intención de discriminar el fondo). Al ser una técnica de proyección, se puede obtener el perfil de la
mitad del objeto y se hace necesario girarlo (180°) para recuperar la otra mitad. Posteriormente se
aplica un mallado para cubrir los puntos y así obtener un modelo 3D. Si el ángulo de giro se reduce,
es necesario tomar más imágenes, sin embargo se corrige mucho la reconstrucción y se afina el
modelo obtenido. La técnica de Fourier es poderosa, pero es indispensable generar las franjas en
forma precisa y asu vez capturar las imagenés con la mejor resolución posible y sin variación entre
ellas. La Transformada Discreta de Coseno es una buena manera de obtener la fase desenvuelta
cuando las discontinuidades de la fase envuelta son relativamente "suaves", de lo contrario los
resultados son muy inciertos.
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